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This book of abstracts includes issues connected with the research and development of complex
systems of various nature in conditions of uncertainty and multifactor risks, Grid and high per-
formance computing in science and education, intelligent systems for decision-making, progressive
information technologies for needs of science, industry, economy, and environment. The prob-
lems of sustainable development and global threats estimation, forecast and foresight in tasks of
planning and strategic decision making are investigated.

В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных
систем разной природы в условиях неопределенности и многофакторных рисков, Grid и систем
высокопроизводительных вычислений в науке и образовании, интеллектуальных систем под-
держки принятия решений, прогрессивных информационных технологий для потребностей
науки, промышленности, экономики, окружающей среды. Исследуются вопросы устойчивого
развития и оценивания глобальных угроз, прогноза и предвидения в задачах планирования и
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мацiйних технологiй, Grid i систем високопродуктивних обчислень в науцi i освiтi, iнтеле-
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Рощина Е.А.1, Шашков В.А.1, Чертов О.Р.1, Попов А.А.1, Канайкин А.М.2
1НТУУ “КПИ”, ФПМ, Киев, Украина; 2Институт нейрохерургии
им. акад.А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев, Украина

Автоматическое распознавание эпилептиформных комплексов в
электроэнцефалограмме с использованием вейвлет-преобразования

Наиболее просто вопрос о наличии или отсутствии эпилепсии решается при обнару-
жении на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) эпилептиформной активности, основные фор-
мы проявления которой: острые волны, спайки, комплексы спайк-волна, острая волна
– медленная волна [1].

Цель данной работы – исследование возможности обнаружения эпилептиформных
комплексов в анализируемом сигнале с помощью вейвлет-преобразования.

Материнские функции стандартных семейств не в полной мере учитывают все осо-
бенности эпилептиформного комплекса [2].

Рис. 1. Материнский
вейвлет

На рис. 1 приведен построенный материнский вейвлет, ко-
торый был получен в виде вектора с дискретизацией 256 то-
чек в секунду, в результате усреднения отобранных форм эпи-
лептиформных комплексов и сглаживания результата методом
скользящего среднего.

Для анализа был взят реальный сигнал ЭЭГ с часто-
той дискретизации 256 Гц и длительностью 4 секунды
(рис. 2). Предложенный сигнал был визуально проанализиро-
ван врачом-экспертом, который выделил 4 графоэлемента, по-
хожих на эпилептиформный комплекс (на рис. 2 выделены вру-
чную красными эллипсами). Результат непрерывного вейвлет-
преобразования приведен на рис. 2. Для выделения найденных комплексов, порог был
выбран в соответствии с общим уровнем сигнала (на рис. 2 порог выделен линией кра-
сного цвета).

Рис. 2. Исходный сигнал и график коэффициентов

В работе была построена материнская вейвлет-функция, которая при идентификации
в сигнале эпилептиформных комплексов учитывает их особенности. В результате прове-
денного эксперимента были правильно выявлены 4 комплекса, а также 1 ложный ком-
плекс. Дальнейшая работа будет заключаться в автоматизированном подборе порогов.
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